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W ofercie producentów źródeł światła pojawiają się różnorodne konstrukcje diod 

elektroluminescencyjnych. W procesie projektowania opraw oświetleniowych konieczna jest 
znajomość rozkładu luminancji na powierzchni źródła światła. Badania rozkładu luminancji 

są dość złożonymi badania fotometrycznymi. Bardzo niewiele publikacji poświęcona jest 

sposobowi przeprowadzania tego typu pomiarów. Główne prace badawcze skupione są na 

zagadnieniach termicznych [1,2] 
 W trakcie badań własnych skupiono się na określeniu rozkładu luminancji na 

powierzchni LED [3] z wykorzystaniem matrycowego miernika luminancji [4]. Wyniki badań 

wykazały niejednorodny rozkład luminancji na powierzchni diody. Fakt ten wpływa na 

sposób konstruowania układów optycznych dla tego typu źródeł światła. 
Na obecnym poziomie badań własnych zdecydowano się zaprezentować jeden z 

aspektów badania rozkładów luminancji na powierzchni LED, a mianowicie wpływ ostrzenia 

obrazu na powierzchni LED na wyniki pomiarów.  

W trakcie wykonywanych pomiarów okazało się ze sposób, w jaki ustawiono ostrość na 
powierzchni mierzonej, wpływał na wynik pomiaru rozkładu luminancji i wartość 

maksymalnej luminancji. W dalszej części przedstawiono 4 sposoby ustawiania ostrości 

obrazu i wpływ na wyniki pomiarów: 

• Metoda 1 – Ostrość na podstawie podziałki umieszczonej na obiektywie przez producenta; 
• Metoda 2 – Ostrość na powierzchni wyłączonej diody; 

• Metoda 3 – Ostrość na powierzchni włączonej diody, na podstawie obrazu całego 

mierzonego obiektu; 

• Metoda 4 – Ostrość na powierzchni włączonej diody, na podstawie obrazu dużego 
powiększenia fragmentu diody. 

Zbadano cztery metody ostrzenia obrazu. Przedstawiono możliwe rozbieżności w 

wynikach pomiarów stosując każdą z metod. Największe uchyby pomiarowe generowała 

pierwsza i trzecia metoda pomiarowa. Stosunkowo dokładne wyniki pomiarów uzyskiwano w 
drugiej metodzie pomiarowej, przy ostrzeniu obrazu na powierzchni wyłączonej LED. 

Zdecydowanie najdokładniejsze wyniki pomiarów zapewniała czwarta metoda pomiarowa. 

Przy czym również w tej metodzie potrzebne jest doświadczenie, gdyż osoba mniej 

zaawansowana może nie dostrzec różnicy w ostrości dużych powiększeń fragmentu badanej 
diody. Dlatego w tego typu badaniach posiadanie dokładnego sprzętu pomiarowego jest 

niewystarczające. Ważne jest także doświadczenie praktyczne osoby wykonującej pomiary. 
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